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１．目的

本基準書は、「製品含有化学物質」に関する基本的な要求事項を定め、セイコーエプソン株式会社　マイクロデバイス事業部　半導体領域とお取引先様との円滑な取引を行うことを目的とします。

２．適用範囲

本基準書は、セイコーエプソン株式会社　マイクロデバイス事業部　半導体領域および関連会社（以下　半導体領域）に納入する製品、物品、梱包材およびそれらの生産活動に適用します。
注記＞関連会社の範囲については「半導体領域　関連会社一覧」（別紙１）をご参照ください。

３．定義

（１）環境
大気・水質・土地・天然資源・植物・動物・人間を含む企業活動する場をいい、ここでいう場とは室内から地球全体をいいます。

（２）環境管理化学物質

法令の遵守、環境の保全、環境商品の保証を目的として管理すべき化学物質をいいます。

（３）生産材

納入品および納入する製品を構成するすべての部品、部材、原材料および半導体領域が製品の出荷に用いる梱包材をいいます。

４．半導体領域環境方針
半導体領域は、活動単位ごとに環境方針を定めています。それぞれが環境方針の達成に向け、環境活動を計画的に推進しておりますのでご理解をお願いいたします。環境方針の詳細は、弊社ホームページをご参照ください。
５．体制と責任
貴社の最高経営層は、環境管理責任者を置き、業務が円滑に進むよう、助言・援助をお願いいたします。

環境管理責任者は、本基準書記載の趣旨に沿った管理体制の構築をお願いいたします。
６．環境への影響度合いの認識
貴社の生産活動を通して、環境に影響があるまたはありそうな事項のうち、特に環境に著しく影響がありそうな事項（環境上、以下の観点により重い影響があると判断される事項）は何かを把握してください。
· ７項、「法規制およびその他の要求事項」に該当する事項
· 過去に管理しなければならないとした事項
· 公害を発生させない等、貴社自ら定めた方針に関わる事項
· 過去に苦情があった事項
· 資源を必要以上に浪費している事項

７．法規制およびその他の要求事項
貴社の生産活動を通して用いる物品、化学物質、およびそれらの管理に適用される以下の事項について、常に最新情報として認識・把握し、これらから逸脱しない様に管理してください。
· 法律(自国だけでなく工場が設置されている国の法律にもご注意ください)
· 条例
· 貴社が加入している団体等の環境に関する自主規制値
· 地域住民・公的機関との環境上の約束ごと
· 本基準書による要求事項
· その他、環境上、貴社が遵守しなければならない事項

８．環境管理
８．１　環境影響の管理
環境への影響を伴う環境事故や公害を発生させないため、７項「法規制およびその他の要求事項」記載の、定められたまたは約束した事項から逸脱しないように、管理を行ってください。
（１）環境に著しく影響がありそうな事項の管理
環境への影響度合いが大きいとした事項については、管理方法を明確にしてください。
管理方法には、以下の項目の内、管理を怠ると環境への影響が増大すると考えられる事項について明確にしてください。
· 該当する設備のメンテナンスに関する事項
· 該当する設備の運転管理、使用方法
· 用いる化学物質等の保管・使用・廃棄管理
· 特に７項「法規制およびその他の要求」で該当する法規制等に関わる事項については、法規制で定められた管理項目、頻度・管理範囲を明確にし、遵守してください。また、法律により規制されていない事項についても、重要と判断する事項については同様にしてください。
· その他、公害・事故を発生させないために必要な事項について、明確にしてください。
（２）監視および測定

定めた管理方法に従って管理してください。
法規制等で定められた事項について管理した結果である測定結果等は、記録として所定期間保管してください。
なお、測定は、国家標準にトレーサブルな計測機器を使用する、または法で定められた測定方法・測定機関で実施してください。
８．２　事故・公害発生への対応
環境汚染を引き起こす事故または公害を発生させた、または発生させそうな場合は、それらの影響が最小になるよう、事前に対応方法、および責任者・対応者・情報伝達の方法を明確にしておいてください。
これらの方法は、現実的であり実際に対応できる手順としてください。
また、必要な場合、外部への連絡・報告・対応手順を含めてください。

８．３　是正処置・予防処置
「環境影響の管理」に該当する事項で、測定結果が、管理範囲を超えた場合は、速やかに管理範囲に戻す等の是正処置を取ってください。
この場合および８．２項「事故・公害発生への対応」に該当する場合は、発生原因を明確にし、再発させないための予防処置を確実に実施してください。

８．４　教育訓練
「環境管理」に該当する業務に従事する従業員には、必要な教育訓練を実施し、必要な能力を持たせてください。
また、教育訓練を受けた従業員には、自身がこの業務に従事するのに必要な能力を持っている事、および自らの役割・責任の自覚を持たせてください。

９．文書管理
本基準書の要求事項を遵守するために不可欠な手順等については、その内容を文書化し、常に参照できる状態に維持管理してください。
１０．環境商品管理
１０．１　環境関連化学物質管理基準
半導体領域が発注する生産材については、以下の管理を製造メーカーへ徹底させてください。
（１）SEGグリーン購入基準書に書かれている内容を理解し、遵守させてください。
『生産材グリ－ン購入基準書』につきましては、以下アドレスよりご確認できます。
SEGグリーン購入基準書　アドレス

https://corporate.epson/ja/sustainability/supply-chain/green-purchasing/
（２）半導体領域　製品含有禁止化学物質の管理

半導体領域に納入する生産材については、生産材グリ－ン購入基準書にて含有を禁止している化学物質に追加して別紙２に示す【半導体領域　追加製品含有禁止化学物質】が含まれないことを接触汚染や製造工程内での濃度等の変化に対する配慮も含め確実なものとして管理してください。
特に混合生産等、部材切り替え時における材料間違いやフタル酸含有治工具等による接触汚染について十分な伝達をお願いします。

（３）報告すべき含有化学物質
半導体領域が発注する生産材に対し、別紙４に示す【報告すべき含有化学物質】の情報を把握した場合、直ちに半導体領域へ報告するように伝達してください。

本情報につきましては、別紙４にある含有物質報告欄を使いご報告ください。

１０．２　工程管理

製造工程を通して、前項の環境管理化学物質に関する要求事項に適合させ、（１）「ロットの管理」項の管理を行ってください。
適合しない事態が発生した場合には、　速やかに（２）「不適合品の管理」項の処置をとってください。
（１）ロットの管理

· すべての生産材に対し、先入・先出しの管理を徹底してください。
· 1年間以上工程内に滞留している生産材・梱包材（以下長期滞留品）は、識別をしてください。
· 長期滞留品を使用する場合には、本基準書の要求事項を満たすことを検証してください。

（２）不適合品の管理

· 不適合製品・物品のロットは確実な識別をし、新たな出荷、製造を禁止してください。
· 不適合品が既に半導体領域に出荷されている場合には、不適合内容、対象製品、ロット、数量を明らかにし半導体領域調達管理担当部門に連絡してください。
· 不適合の原因を究明し、速やかに対策をとると共に、再発防止を目的として恒久対策・水平展開を計画的に進めてください。

１０．３　出荷保証
半導体領域に納入する製品・物品を出荷する場合は、出荷に当たり、以下の確認を行ってください。
（１）出荷対象物品に対し、１０．１（１）項に示す製品含有禁止化学物質の管理が確実に行われていることを確認してください。
· 出荷される製品において製品含有禁止化学物質が含まれない管理の仕組みを逸脱せずに生産された生産材・梱包材で構成されていることの確認。

（２）出荷ロット（出荷日単位）ごとに、上記（１）項の確認を行った証（出荷検査合格票等）を添付してください。

（上記（１）項の確認がされた証とは、特に新たな合格票、ラベル、印を求めるものではなく、品質の合格証と兼ねて運用していただいても問題ありません。）
１１．取引先管理

本基準書の要求事項を遵守していただき、かつ維持するために、半導体領域に納入していただく製品・物品に関わる貴社のお取引先様に対しましても、以下の対応を実施してください。
· 本基準書の要求事項を含み、必要な管理内容を明確に要求してください。
· 最新版の要求を展開した記録を管理してください。

· 要求した各項目が管理し、維持されていることを定期的に確認してください。

１２．提出書類
１２．１　半導体領域グリーンベンダー調査

１０．１項の維持管理を確実なものとするため、取引開始時に、「半導体領域グリーンベンダー」調査を実施させていただき、半導体領域の要求する事項を満たしているお取引先様を「半導体領域グリーンベンダー」に認定し、原則として認定したグリーンベンダー様からお取引させていただきます。
調査内容は別紙３【グリーン購入管理項目】を参照してください。

（１）ご提出いただく書類の案内は、別途、半導体領域より連絡いたします。
（２）セイコーエプソングループまたは半導体領域の要求内容に変更があった場合は、必要書類の再提出をお願いする場合があります。

１２．２　半導体領域グリーン生産材調査

半導体領域に納入していただきます生産材につきまして、「半導体領域グリーン生産材」調査を実施させていただき、半導体領域の要求する事項を満たしている生産材を「半導体領域グリーン生産材」として登録させていただきます。

（１）ご提出いただく書類の案内は、別途、半導体領域より連絡いたします。

（２）有効期限がある含有化学物質情報は、有効期限が切れる前にご提出の依頼をいたします。

（３）セイコーエプソングループまたは半導体領域の要求内容に変更があった場合は必要書類の再提出をお願いする場合や、顧客からの要求等により、含有する化学物質のお問い合わせをさせていただく場合があります。

調査内容は別紙３【グリーン購入管理項目】を参照してください。

＊顧客からの要求等により、別紙３【グリーン購入管理項目】に記載されていない他のツール・帳票を用いた化学物質の含有調査や、高精度分析データの提出等を依頼させていただく場合があります。

（４）製品含有化学物質管理に関わる文書については、ディスコン(最終出荷)から10年間、または法規制で定めた期間のいずれか長い期日まで保管をお願いします。

１３．環境監査
本基準書の要求事項に対する取り組み状況を確認させていただくために、半導体領域の関係するメンバーによる貴社の環境監査を、適宜実施させていただきます。
環境監査の日程等につきましては、別途ご案内させていただきます。
１４．別紙

別紙１　：　【半導体領域　関連会社一覧】　
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別紙２　：　【半導体領域　追加　製品含有禁止化学物質】
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別紙３　：　【グリーン購入管理項目】　
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別紙４：【報告すべき含有化学物質】　
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改訂内容
	Rev
	改訂

年月日
	頁
	改訂内容
	処置

	3.1
	2024年
10月1日
	別紙2
	①SEGグリーン購入基準書と重複する含有禁止物質を削除
②ペンタクロロフェノールまたはその塩若しくはエステル　無条件含有禁止物質へ追加
③ホルムアルデヒド　条件付き禁止物質へ追加
④PFOA（ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸）、とその塩およびPFOA関連物質　条件付き禁止物質へ追加
⑤ベンゼン 条件付き禁止物質へ追加
⑦過塩素酸塩　含有禁止条件修正
⑧ノルマルヘキサン　条件付き禁止物質へ追加
	修正
追加


（日本語版）
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半導体領域　追加　製品含有禁止化学物質リスト


含有とは


物質が、意図的であるか否かを問わず、添加、充填、混入、または付着により、製品を構成する部品・デバイス、またはそれらに使用される材料に残存すること。

加工プロセスにおいて意図せずに製品に混入、または付着し残存する場合も全て含有として扱います。


また、製造工程内での濃度等の変化により結果として副生成される場合も、含有となります。

意図的添加(意図的含有)とは


特定の特性、外観、性質、属性、または品質をもたらすために、意図的な添加、充填、混入、または付着により、製品を構成する部品・デバイス、またはそれらに使用される材料に物質が残存すること。

＊天然素材中に含有され工業材料としての精錬過程で技術的に除去しきれない物質、合成反応の過程で生じ技術的に除去しきれない物質は、不純物であり意図的添加(意図的含有)に含めません。


無条件含有禁止物質


		No.

		物質名

		CAS No.



		1

		黄リン

		12185－10－3



		2

		ペンタクロロフェノールまたはその塩若しくはエステル

		87-86-5


131-52-2


27735-64-4


3772-94-9


等



		3

		三置換有機スズ化合物


(トリブチルスズ化合物(TBT)、トリフェニルスズ化合物(TPT)を含む)

		－



		4

		ジオクチルスズ化合物（DOT）

		－



		5

		赤リン

		－



		6

		酸化ベリリウム

		1304－56－9



		7

		ハイドロフルオロカ－ボン（HFC）

		－



		8

		パ－フルオロカ－ボン（PFC）

		－



		9

		六フッ化硫黄（SF6）

		2551－62－4



		10

		放射性物質（放射性同位元素およびその化合物）

		－





条件付き含有禁止物質


		No.

		物質名/条件

		CAS No.



		1

		ニッケルおよびその化合物

・製品から放出されるニッケルの割合が0.28μg/cm2/week 以上であれば使用禁止。

		－



		2

		ホルムアルデヒド

・含有禁止。


含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。

		50-00-0



		3

		カドミウムおよびその化合物

・プラスチック材料（ゴムを含む）、電気コード被覆、インク、塗料、基板材料、およびそれらを含む生産材は、５ppm以上（注1）の含有を禁止とする。

・カドミウムの含有量が20ppm以上（注1）のはんだの使用を禁止とする。

・出荷に用いる梱包材のプラスチック材料（ゴムを含む）は、５ppm以上（注1）の含有を禁止とする。

		－



		4

		鉛およびその化合物

・無電解ニッケルめっき中の鉛含有濃度は、６００ｐｐｍ未満（注1）に管理する。

・はんだへの500ppm以上の含有を禁止。

		－



		5

		ビスフェノールＡ

・1000ppm以上の含有禁止（注1）。

含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。

		80－05－7



		6

		ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）およびＰＶＣ混合物

・意図的添加禁止


含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。

		－



		7

		フタル酸エステル

・意図的添加禁止かつ各フタル酸の含有値合計が1000ppm以上となる含有を禁止。

		－



		8

		PFOA（ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸）、とその塩およびPFOA関連物質

・意図的含有禁止

		



		9

		PFHxS（ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸）、とその塩および関連物質

・意図的含有禁止

		－



		10

		PFAS(パーおよびポリフルオロアルキル化合物)

・含有禁止


含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。

		－



		11

		長鎖（C9－C21）パ－フルオロカルボン酸（PFCAs）とその塩および関連物質


・意図的含有禁止

		－





		12

		ジブチルスズ化合物

・含有禁止。


含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。

		－



		13

		ベンゼン

・1000ppm以上の含有禁止。

		71-43-2



		14

		三酸化二ヒ素

・1000ppm以上の含有禁止。

		1327－53－3



		15

		五酸化二ヒ素

・1000ppm以上の含有禁止。

		1303－28－2



		16

		ヒ素およびヒ素化合物

・含有禁止

含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。


閾値　均一素材における含有量As<1000mg/kg

		－



		17

		トリクロロエチレン

・1000ppm以上の含有禁止

		79－01－6



		18

		リン酸トリス　２－クロロエチル

・1000ppm以上の含有禁止

		115－96－8



		19

		リン酸トリス　１－メチル－２－クロロエチル

・1000ppm以上の含有禁止

		13674－84－5



		20

		リン酸トリス　1，３－ジクロロ－２－プロピル

・1000ppm以上の含有禁止

		13674－87－8



		21

		ムスクキシレン

・1000ppm以上の含有禁止

		81－15－2



		22

		４,４’－ジアミノジフェニルメタン

・1000ppm以上の含有禁止

		101－77－9



		23

		２,４－ジニトロトルエン

・1000ppm以上の含有禁止

		121－14－2



		24

		アニリンとホルムアルデヒドの重縮合物

・1000ppm以上の含有禁止

		25214－70－4



		25

		ビス（2－メトキシエチル）エ－テル

・1000ppm以上の含有禁止

		111－96－6



		26

		１,２－ジクロロエタン

1000ppm以上の含有禁止

		107－06－2



		27

		N－フェニル、スチレンおよび2,4,4トリメチルペンテンとの反応生成物（BNST）

意図的含有禁止 ゴムへの添加剤は除く

		68921－45－9



		28

		中鎖塩素化パラフィン（C14－C17）

・意図的添加禁止


含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。

		－



		29

		多環芳香族炭化水素(PAHs)

・意図的添加禁止


含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。

		－



		30

		ベリリウムおよびその他のベリリウム化合物

・含有禁止


含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。


閾値　均一素材における含有量Be<1000mg/kg

		－



		31

		臭素および臭素化合物

・含有禁止（梱包材を除く）


含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。


閾値　均一素材における含有量Br <900mg/kg,　Br + Cl <1500mg/kg

		－



		32

		塩素および塩素化合物

・含有禁止（梱包材を除く）


含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。


閾値　均一素材における含有量Cl <900mg/kg　　Br + Cl <1500mg/kg

		－



		33

		アンチモンおよびアンチモン化合物

・含有禁止（梱包材を除く）


含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。


閾値　均一素材における含有量 Ｓｂ<900mg/kg

		－



		34

		過塩素酸塩

・意図的含有禁止

		－



		35

		ノルマルヘキサン

・1000ppm以上の含有禁止

		110-54-3



		36

		デカブロモジフェニルエタン（DBDPE）

・意図的含有禁止

		84852－53－9



		37

		GADSL　分類Ｐ および　D/P（注3）

・含有禁止条件に該当する含有を禁止する（梱包材を除く）。

Global Automotive Stakeholder Group（GASG）が公開後、3ヶ月以内に含有の報告（注2）があり、半導体領域が使用を認めた場合を除く。

		－



		38

		REACH　SVHC認可候補物質（注4）

・含有禁止。ECHA告知後3ヶ月以内に報告があり、半導体領域が使用を認めた場合(注5)を除く。


閾値　製品重量における含有量1000mg/kg

		－



		39

		REACH　付属書 ⅩⅦ　制限物質（注6）

該当条件による含有禁止

		－



		40

		1～7個の芳香環からなる鉱物油芳香族炭化水素類 (MOAH)


・梱包材のインクを対象として、含有禁止

		－



		41

		炭素数16~35の鉱物油飽和炭化水素類 (MOSH）


・梱包材のインクを対象として、含有禁止

		－



		42

		TSCA　第１次優先物質10物質（注7）

意図的含有禁止

		－





注1：許容量の数値は、均質材料における濃度を表す。


「均質材料」とは、機械的に別々の材料に分離できない材料を意味し、「機械的に分離」とは原則として、ネジの取り外し、切断粉砕、研削、研磨のプロセスといった機械的行為によって材料が分離することを意味する。


例：クロメート処理鋼板は、メッキ層が均質材料となる。

注2：報告は、別紙4【報告すべき含有化学物質】のシートをご利用ください。

規制物質含有発見時は、直ちにご連絡ください。


注3：GADSL（Global Automotive Declarable Substance List）は、自動車業界で利用されている申告物質や禁止物質

のリスト


P：すべての用途において禁止　 


D/P：使用目的によっては禁止、その他については申告が要求される


D：閾値を超えて使用する場合は申告が要求される


などに分類され　約6000物質　が登録されている。


最新版公開先


<https://www.gadsl.org/>

注4：REACH　SVHC認可候補物質 は REACH規則(No.1907/2006)で規定された、認可物質（付属書ⅩⅣ）の候補です。


年2回程度更新追加され2024年6月27日時点では　241物質　が登録されています。


最新版公開先


<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

注5：閾値を超え含有していることを把握した場合は、直ちに下記アドレスより帳票をダウンロードしご報告ください。


マイクロデバイス事業部（半導体領域）　　【半導体グリーン生産材調査】 　「REACH SVHC 含有調査票」


<https://corporate.epson/ja/sustainability/supply-chain/green-purchasing/green-standards.html#h2_02>　


*帳票に記載されている物質はREACH　SVHC認可候補物質　改定後１ヶ月以内に最新のリストへ更新されます。

注6：REACH　制限物質 は REACH規則(No.1907/2006)で規定された、使用を制限する物質です


最新情報公開先


<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

注7：TSCA優先10物質は、法制化の状況により修正が加わる可能性があります。

物質一覧表

		No

		物質/物質群

		CAS.No

		和名(参考)



		1

		Methylene Chloride

		75-09-2

		塩化メチレン



		2

		1-Bromopropane

		106-94-5

		１－ブロモプロパン



		3

		Cyclic Aliphatic Bromide Cluster (HBCD)

		25637-99-4


3194-55-6


3194-57-8

		環状脂肪族臭素クラスター



		4

		Asbestos

		1332-21-4

		アスベスト類



		5

		Carbon Tetrachloride

		56-23-5

		四塩化炭素



		6

		1,4-dioxane

		123-91-1

		1,4-ジオキサン



		7

		N-Methylpyrrolidone (NMP)

		872-50-4

		N-メチルピロリドン



		8

		Perchloroethylene

		127-18-4

		パークロロエチレン



		9

		Pigment Violet 29

		81-33-4

		ピグメントバイオレット29



		10

		Trichloroethylene (TCE)

		79-01-6

		トリクロロエチレン
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【グリーン購入管理項目】


維持管理を確実なものとするため、以下に定める管理を確実に実施して下さい。


１．半導体領域グリーンベンダー調査


取引開始時に、表１：半導体領域グリーンベンダー調査項目　を実施し、半導体領域の要求する事項を満たしている取引先のみ購入先とさせていただきます。


セイコーエプソングループまたは半導体領域の要求内容に変更があった場合は、必要書類の再入手をお願いする場合があります。


表１：半導体領域グリーンベンダー調査項目


		調査項目

		依頼する帳票名



		１

		セイコーエプソングループ


生産材グリーン購入基準書の承諾

		含有化学物質サプライヤー自己チェックシート



		２

		半導体領域の環境管理基準書の合意

		環境管理基準書の取り交わし合意書





２　半導体領域グリーン生産材調査


半導体領域に納入していただきます製品の生産材につきまして、以下の調査を実施します。


必要な書類の準備・提出をお願いします。


表２：半導体領域グリーン生産材調査項目一覧


		調査名称

		依頼する調査項目・帳票名



		１

		chemSHERPA



		chemSHERPA-AIファイル


chemSHERPA-AIファイルのご記入にあたっては、chemSHERPAで提供するデータ作成支援ツールをご利用ください。遵法判断情報と、成分情報の両方が必要です。詳しい回答方法については、以下のウェブサイトで提供するマニュアル、利用ルールをご参照ください。 


https://chemsherpa.net/tool　



		２

		成分表

		製品に含有する化学物質の一覧表



		３

		分析結果報告書


※ISO/IEC 17025第三者認証書コピー


添付

		Cd，Pb，Hg，Cr(Ⅵ)，DEHP，BBP， DBP，DIBPの　８物質



		

		

		Cd，Pb，Hg，Cr(Ⅵ) ，PBBs，PBDEs DEHP, BBP, DBP, DIBP　の　１０物質



		

		

		Cl，Br，Fの３物質



		

		

		Ｓｂ



		４

		SDS

		ＳＤＳ（Safety Data Sheet）製品安全情報



		５

		調査回答内容の確認

		化学物質調査レポート チェックシート





２－１．提出を依頼するデータ　（○の調査を実施）　　　　　　　　


		調査項目　および　使用帳票

		調査対象の均質素材

		説明



		

		金属材料

		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ・ ゴム


樹脂　・　基板

		インク　・　塗料

		ガス　・　薬液

		梱包用部材

		左記以外の材料

		



		管理化学物質調査

		①chemSHERPA-AIファイル

		○

		○

		○

		―

		○

		○

		・chemSHERPA-AIファイルのご記入にあたっては、chemSHERPAで提供するデータ作成支援ツールをご利用ください。


・ガス・薬液を除くすべての部材について調査が必要です。


・遵法判断情報と、成分情報の両方が必要です。


・詳しい回答方法については、以下のウェブサイトで提供するマニュアル、利用ルールをご参照ください。 


https://chemsherpa.net/tool　

・改訂に合わせ再提出の依頼をする場合があります



		成分表

		②成分表　Rev.1.4

原則指定帳票ですが、同等の内容であれば任意書式でも可です。

		○

		○

		○

		―

		○

		○

		・含有する化学物質の「成分表(IMDS系のデータ等)」構成全成分の含有化学物質およびその含有量を調査回答していただきます。


・ガス・薬液を除くすべての部材について調査が必要です。


・製品重量（納入単位ではなく、梱包は含めない１製品あたり）も入力が必要です。（対象製品が原材料の場合は、比重が記載されていれば、製品重量は不要です。）


・[記載含有成分合計]＝[製品重量]　となるように入力されていることが必要です。（原材料の場合は、弊社最終出荷製品に含有する化学物質の含有比率合計が100％）


・含有比率が１％を超える化学物質については、原則CAS Noの記入を必要とします。



		分析結果報告書

		③Cd，Pb，Hg，Cr(Ⅵ)


４物質の高精度分析データ

および

DEHP，BBP， DBP，DIBP

４物質の高精度分析データ


　

		―

		―

		―

		―

		○

		―

		・Cd，Pb，Hg，Cr(Ⅵ)の４物質およびDEHP，BBP， DBP，DIBPの４物質に関する、ICP-AES 等の高精度分析をお願いします。


・第三者分析機関による測定結果であることが必要です。


・書式は指定しませんが、分析機関で実施した報告書は英文表記とします。


・記載必須項目の詳細は、２－３項の分析測定方法を参照して下さい。（「完全溶解」の文言、「フローチャート」の添付等が定められています）


・分析結果報告書と分析部位・材質が紐付けられるような分析サンプル名・部位の記載が必要です。（対応表の添付・記号表記等、紐付けが出来れば形式は問いません。）


・測定サンプルの写真(カラー)が必要です。


・一部顧客より、分析実施機関は国際規格「ISO17025」認証取得機関であることが求められており、そのため調査元に以下の対応をお願いする事があります。


1)「ISO17025」認証取得機関であるかの確認と認証書のコピーの入手。　2)「ISO17025」認証取得機関での再分析。


・①製品含有管理化学物質調査において上記対象物質を非含有として報告いただいた場合も「分析結果報告書」が必須となります。


・一部顧客要求により、測定データの更新を依頼する場合があります。



		

		④Cd，Pb，Hg，Cr(Ⅵ) ，


PBBs，PBDEs，


DEHP，BBP， DBP，DIBP

10物質の高精度分析データ

		○


*2

		○


*2

		○


*2

		―

		―

		○

		・均質素材毎に全てを対象にCd，Pb，Hg，Cr(Ⅵ) ，PBBs，PBDEs，DEHP，BBP，DBP，DIBPの10物質に関する、ICP-AES等の高精度分析をお願いします。


・第三者分析機関による測定結果であることが必要です。


・書式は指定しませんが、分析機関で実施した報告書は英文表記とします。


・記載必須項目の詳細は、２－３項の分析測定方法を参照して下さい。（「完全溶解」の文言、「フローチャート」の添付等が定められています）


・分析結果報告書と分析部位・材質が紐付けられるような分析サンプル名・部位の記載が必要です。（対応表の添付・記号表記等、紐付けが出来れば形式は問いません。）


・測定サンプルの写真(カラー)が必要です。


・分析実施機関は国際規格「ISO17025」認証取得機関であることが求められており、そのため調査元に以下の対応をお願いします。


1)「ISO17025」認証取得機関であるかの確認と認証書のコピー提出。　2)「ISO17025」認証取得機関での再分析。


認証内容にIEC62321が記載されているISO/IEC 17025第三者認証書コピーをご提出下さい。


・①製品含有管理化学物質調査において上記対象物質を非含有として報告いただいた場合も「分析結果報告書」が必須となります。


・*2；測定結果のデータについて有効期限（測定日が提出日に対して１年以内であること）があります。毎年更新をお願いします。



		

		⑤Cℓ, Br ,Fの高精度分析データ

		―

		○


*4

		○


*4

		―

		―

		―

		・ハロゲンフリー材の場合Cℓ, Br, Fの3物質に関する高精度分析をお願いします。


・第三者分析機関による測定結果であることが必要です。


・書式は指定しませんが、分析機関で実施した報告書は英文表記とします。


・記載必須項目の詳細は、２－３．２）分析結果報告書への記入項目を遵守してください。


・測定サンプルの写真(カラー)が必要です。


・分析実施機関は国際規格「ISO17025」認証取得機関であることが求められており、そのため調査元に以下の対応をお願いします。


1)「ISO17025」認証取得機関であるかの確認と認証書のコピー提出。　2)「ISO17025」認証取得機関での再分析。


認証内容にBS EN 14582が記載されているISO/IEC 17025第三者認証書コピーをご提出下さい。


・*4；測定結果のデータについて有効期限（測定日が提出日に対して１年以内であること）があります。毎年更新をお願いします。



		

		⑥Ｓｂの高精度分析データ

		○


*5

		○


*5

		○


*5

		―

		―

		―

		・アンチモンフリー材の場合Ｓｂの物質に関する高精度分析をお願いします。


・第三者分析機関による測定結果であることが必要です。


・書式は指定しませんが、分析機関で実施した報告書は英文表記とします。


・記載必須項目の詳細は、２－３．２）分析結果報告書への記入項目を遵守してください。


・測定サンプルの写真(カラー)が必要です。


・*5；測定結果のデータについて有効期限（測定日が提出日に対して１年以内であること）があります。必要により更新をお願いする場合があります。



		SDS

		⑦ＳＤＳ


（Safety Data Sheet）


製品安全情報




		〇


*7

		―

		○

		○

		○


*6

		―

		・日本国内の場合、労働安全衛生法、化学物質管理促進法、毒物および劇物取締法で要求する記述方法でご回答ください。


・海外の場合、組成情報・取り扱い方法等をご回答ください。また、その国の法律等で決められた書式がありましたら、指定された記述方法でご回答ください。


⇒参考：SDS制度/経済産業省製造産業局化学物質管理課　http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds.html

・*6；インクを対象とする。（但し、印字され納入される梱包材は対象外）


・*7；めっき系の薬液材料を対象とします。



		他

		⑧化学物質調査レポート


　チェックシート

		○

		○

		○

		―

		○

		○

		上記でお願いしている調査内容が完備されたかを本チェックシートで確認の上、提出をお願いします。





２－２．帳票類入手方法


各帳票・基準類は以下のWebサイトよりダウンロード可能。


１．管理化学物質調査


ChemSHERPA-AI


https://chemsherpa.net/tool

２．成分表


https://corporate.epson/ja/sustainability/supply-chain/green-purchasing/green-standards.html#h2_02

＞半導体領域　[提出物]：【半導体グリーン生産材調査】 「成分表　Rev.1.4」


３．分析結果報告書


任意書式：分析機関のレポート。

４．SDS　任意書式：

５．提出物チェック表


https://corporate.epson/ja/sustainability/supply-chain/green-purchasing/green-standards.html#h2_02

＞半導体領域　[提出物]：【半導体グリーン生産材調査】 「提出物チェック表」


セイコーエプソングループ共通のグリーン購入に関する依頼事項の詳細につきましては、以下を参照。


https://corporate.epson/ja/sustainability/supply-chain/green-purchasing/

また、半導体領域独自の依頼事項の詳細は、以下を参照。


https://corporate.epson/ja/sustainability/supply-chain/green-purchasing/green-standards.html#h2_02

＞半導体領域

２－３．分析測定方法


１）分析測定方法


		対象物質：鉛および鉛化合物



		IEC62321に基づく分析手法


<高分子材料／金属／電子機器>
・ICP-OES(誘導結合プラズマ発光分析法)


・ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析法)


・AAS(原子吸光分析法)


※分析は、上記のいずれかで行うこととする。


※ISO 17025を認証取得している分析機関で測定すること。


※沈殿物は溶解し、全溶解とする。





		対象物質：カドミウムおよびカドミウム化合物



		IEC62321に基づく分析手法


<高分子材料／金属／電子機器>
・ICP-OES(誘導結合プラズマ発光分析法)


・ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析法)


・AAS(原子吸光分析法)


※分析は、上記のいずれかで行うこととする。


※ISO 17025を認証取得している分析機関で測定すること。


※沈殿物は溶解し、全溶解とする。





		対象物質：水銀および水銀化合物



		IEC62321に基づく分析手法


<高分子材料／金属／電子機器>


・CV-AAS(冷蒸気原子吸光分析法)


・CV-AFS(冷蒸気原子蛍光分析法)


・ICP-OES(誘導結合プラズマ発光分析法)


・ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析法)


※分析は、上記のいずれかで行うこととする。


※ISO 17025を認証取得している分析機関で測定すること。





		対象物質：六価クロム化合物



		※分析手法；　IEC-62321 の参考文書に基づく分析手法

・UV-Vis(ジフェニルカルバジド吸光光度法)

定量下限値が記載されない分析法(スポットテスト法等)は不可とする。

※ISO 17025を認証取得している分析機関で測定すること。





		対象物質：ＰＢＢｓ、ＰＢＤＥｓ 



		※分析手法；　IEC-62321 に基づく分析手法

※分析は、下記のいずれかで行うこととする。

・GC/MS


・HR-GC/MS

※ISO 17025を認証取得している分析機関で測定すること。





		対象物質：DEHP, BBP, DBP, DIBP　



		※分析手法；　IEC-62321に基づく分析手法

・分析は、GC/MS (ガスクロマトグラフ質量分析計) 

※ISO 17025を認証取得している分析機関で測定すること。





		対象物質：Ｂｒ、Ｃｌ、Ｆ 



		※分析手法；　EN14582に準拠すること。


・前処理方法；　燃焼・溶媒吸収


・分析；　IC

※ISO 17025を認証取得している分析機関で測定すること。





		対象物質：Sb 



		※分析手法；　EPA 3052に準拠すること。


※分析は、下記のいずれかで行うこととする。

・ICP-OES(誘導結合プラズマ発光分析法)


・ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析法)


※ISO 17025を認証取得している分析機関で測定すること。





下線太文字：半導体領域規格

※分析方法については、ＥＵ指令等で推奨方法が示された場合はそれに従う。

２）分析結果報告書への記入項目


分析結果報告書には以下の項目を明記する。

①前処理方法　（Pre-conditioning method）

：　使用した公定法の名前（公定法と異なる場合はその方法を示す）

②測定方法　（Measurement method）　：　測定法名　あるいは　公定法名

③測定者名、測定責任者名（捺印　またはサイン）、分析実施機関名


④測定日

⑤測定結果　：（N.D. （Not Detectable/非検出）の場合は定量下限値も明記）

⑥測定フローチャート
（フォーマットは資料１参照）

⑦前処理結果：カドミウム、鉛の分析の場合は全ての前処理について完全溶解して液化させた旨を「完全に溶解した」と明記する

⑧測定サンプルの写真(カラー)


３）分析方法一覧表

		No.

		対象物質

		分析方法



		１

		カドミウム

		完全溶解 → ICP, ICP-MS, AAS



		２

		鉛

		完全溶解 → ICP, ICP-MS, AAS



		３

		六価クロム

		溶出→ 1.5-ジフェニルカルバジド吸光光度法



		４

		水銀

		燃焼 → 抽出→還元・加熱気化AAS



		５

		ＰＢＢｓ、ＰＢＤＥｓ

		抽出→ GC/MS，HR-GC/MS



		６

		DEHP, BBP, DBP, DIBP

		抽出→ GC/MS



		７

		Ｂｒ、Ｃｌ、Ｆ

		燃焼・溶媒吸収　→　IC



		８

		Ｓｂ

		完全溶解 →　ICP-OES，ICP-MS





※ここで示した分析方法は必ずしも公定法について記したものではありません。


対象試料によっては確立していない分析方法もあります。分析方法の参考としてご利用ください。


４）用語解説

ICP　・・・・・・・・・・・・ Inductively Coupled Plasma　(誘導結合プラズマ)


ICP-OES　・・・・・・・ Inductively Coupled Plasma－Optical Emission spectrometry


(誘導結合プラズマ-発光分光分析機)


ICP-AES　・・・・・・・ Inductively Coupled Plasma－Atomic Emission spectrometry


(誘導結合プラズマ-発光分光分析機)


※ICP-AESとICP-OESは同じ分析機。通常ICPと言えばICP-AES, -OESのことを言う。


ICP-MS　・・・・・・・・ Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry


(誘導結合プラズマ-質量分析計)


UV-Vis　・・・・・・・・・　Ultraviolet - Visible Absorption Spectroscopy


ジフェニルカルバジド吸光光度法 ・・・ ジフェニルカルバジドはCr6+のみと反応して錯体を形成し、540nm付近にピークを持つ吸収曲線を示す。このピークを用いてUV-Viｓ法によりCr6+を選択的に定量することが出来る。


AAS　・・・・・・・・・・・ Atomic Absorption Spectroscopy   (原子吸光分析機)


IC　・・・・・・・・・・・・・ Ion Chromatography  (イオンクロマトグラフィー分析)

GC/MS・・・・・・・・・・ Gas Chromatography Mass Spectrometry　(ガスクロマトグラフ質量分析計)


HR-GC/MS・・・・・・　High Resolution -Gas Chromatography -Mass Spectrometry

(高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計)


CV-AAS・・・・・・・・　Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry　(冷蒸気原子吸光分析法)


CV-AFS・・・・・・・・　Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry　(冷蒸気原子蛍光分析法)




Measurement flow chart


(Wet ashing for Cd, Pb)


















This sample has been completely dissolved by pre-conditioning based on the flowchart above.


Name of the person responsible for measurement:




Name of the person in charge of measurement:




EX







Cutting/Preparation







Document 1







Sample weighing (   g)







Wet ashing with H2SO4







Addition of HNO3/H2O2







Total digestion







ICP-AES







Data Output
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報告すべき含有化学物質


１．報告物質


対象となる規制の化学物質について規制値を超えて含有している情報を得た場合は、含有量、含有率の情報を直ちに報告してください。

２．対象規制一覧表

		Ｎｏ．



		対象規制

		補足(参照先)



		１

		EU REACH規則　認可対象候補物質


(SVHC：高懸念物質)




		・認可登録すべき物質の候補物質としてREACH第 59 条に基づき、

欧州化学品庁(ECHA)にて公開される高懸念物質候補リスト


最新版参照先：

https://echa.europa.eu/candidate-list-table



		２

		GADSL分類Ｐ・D/P　に該当する化学物質

		・GADSL（Global Automotive Declarable Substance List）　


Global Automotive Stakeholders Groupが発行する自動車業界共通の　「申告・禁止物質リスト」


https://www.gadsl.org



		３

		PFAS(ペルフルオロアルキル物質)

		・PFAS(ペルフルオロアルキル物質)とは、１つの完全にフッ素化された炭素原子を含むフッ素化有機化学物質群のいずれかに属する物質を含む物質を指します。



		４

		上記以外の追加製品含有禁止化学物質リストにて含有報告により使用を認められる物質

		環境管理基準書　別紙２参照





　　

３．含有物質報告欄


		対象



		含有物質名

		含有量・含有率

		補足コメント



		ＳＶＨＣ　□


GADSL分類Ｐ・D/P　□

PFAS　□

その他　□

		

		

		



		ＳＶＨＣ　□


GADSL分類Ｐ・D/P　□

　PFAS　□

その他　□

		

		

		





４．送付先

　セイコーエプソン株式会社　富士見事業所

　半導体領域　　MD・CS品質保証部　環境商品担当者

　住所　


〒３９９－０２９３　長野県　諏訪郡富士見町富士見　２８１


ＴＥＬ　０２６６－６１－１５４６（直）　ＦＡＸ　０２６６－６１－１２４５


メールアドレス　iceco2@exc.epson.co.jp

０１０４－３００８
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半導体領域　関連会社一覧

　下記の表は2024/10/1現在のものです。

		国名

		会社名



		日本

		セイコーエプソン株式会社　マイクロデバイス事業部　半導体領域



		

		東北エプソン株式会社



		シンガポール

		Singapore Epson Industrial Pte. Ltd.
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